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Сотовые конструкции являются одним из наиболее распро-

страненных  конструкционных материалов в авиации, космической 

технике и других  отраслях. Особое внимание уделяется недопущению 

таких дефектов как места непроклея (отслоения) между обшивкой и 

сотовым наполнителем.  

Известно, что для выявления дефектов такого рода перспек-

тивно применение активного метода теплового контроля [1,2], который 

сочетает в себе высокую чувствительность к обнаружению подобных 

дефектов с высокой чувствительностью контроля (при использовании 

тепловизора в качестве регистрирующего устройства). 

Однако реализовать потенциальные возможности этого ме-

тода на практике не удается в следствии значительных помех, обуслов-

ленных неоднородностью излучательной способности поверхности со-

товой структуры.  

 
Рис.1. Распределения плотности энергии нагревателя поптдля дистан-

ции , 1 – 20 (см), 2 – 30 (см), 3 – 40 (см). 
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Кроме того, для использования тепловизора  необходим од-

новременный нагрев определенной площади ОК (площадный нагрева-

тель), что неминуемо ведет к неравномерности температурного поля ( в 

частности, «краевой эффект») и возникновению помех. 

Помеха связанная с неоднородность нагрева компенсируется 

лабораторным исследованием неоднородности теплового поля источ-

ника  

Компенсируя неоднородность нагрева используем нормиров-

ку обратной функцией от функции нагревателя, что позволяет спря-

мить температурное поле термограммы. На спрямленной термограмме 

используется относительная шкала температур,  нормированная по 

максимуму функции теплового поля нагревателя. Для этой процедуры 

используется матричный метод, где элементом матрицы служит значе-

ние температуры в одном  пикселе термограммы, а ее размерность ко-

личество пикселей по вертикали и горизонтали. 

 

F
Q

q
=F' max

      

  

где F – матрица значений температур термограммы; F' – матрица 

спрямленных значений; Q – матрица значений мощности нагрева; 

qmax – максимальный элемент Q. 

Необходимым условием использования  этого метода являет-

ся точное отождествление систем координат нагревателя и термограм-

мы. Что позволяет уменьшить неоднородность нагрева до уровня ниже 

5%. 
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